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Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa na potrzeby Instytutu Niskich Temperatur i Badan
Strukturainych im. Wiodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk fabrycznie nowego
zintegrowanego mikroskopu FTIR typu ,stand-alone”, pracujacego bez koniecznosci podigczania
zewnetrznego spektrometru FTIR, do charakteryzacji materiatéw i nanomaterialow w skali mikro.

Wymagania:

Oferowane urzadzenie/ustugi musza bezwzglednie spefnia¢ minimaine wymagania wyszczegoéinione
w Tabeli 1 — Wymagania podstawowe. W kolumnie “Oferta wykonawcy” Wykonawca musi wypeinic
wszystkie pola wpisujac model, numer katalogowy oraz parametry techniczne oferowanego
urzadzenia lub potwierdzajac, ze oferowane urzadzenie/ustuga spetnia wymagania zamawiajgcego.

Tabela 1 —= Wymagania stawowe

Dostawa zintegrowanego mikroskopu FTIR typu , stand-alone”

Wymagania Zamawiajgcego Oferta Wykonawcy

Zintegrowany mikroskop FTIR typu ‘stand- Model, nazwa producenta, ewentualnie nr
alone” katalogowy

1.  Zamknieta i osuszana optyka FTIR wraz z
interferometrem dedykowana do mikroskopu IR;

2.  Interferometr Michelsona justowany
dynamicznie w trakcie skanowania. Mechanizm
dynamicznego justowania wykorzystujgcy wigzke
lasera He-Ne do utrzymywania idealnego
potozenia katowego zwierciadel interferometru.
Interferometr wyposazony w dzielnik wigzki

zakres co najmniej 7 600 - 375 cm™;

3. frédio ceramiczne nie wymagajace
chiodzenia woda, dostepne z zewnatrz bez
zdejmowania obudowy, wymienne przez
uzytkownika;

4.  Mikroskopowy detektor DLaTGS
zapewniajgcy pomiary w mikroskopie w zakresie
spektralnym co najmniej 7600 - 450 cm™;

5.  Mikroskopowy detektor MCT-A
zapewniajacy pomiary w mikroskopie w zakresie
spektralnym co najmniej 7600 - 650 cm™ i
stosunek sygnatu do szumu > 25 000 :1 (pomiar
2min, rozdzielczoé¢ 4 cm™', zakres 2000-2100
cm);

6. Oba detektory zamontowane jednoczesnie,
przetgczanie detektoréw automatyczne,
sterowane komputerowo;
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7.  Mozliwos¢ rozbudowy o detektor matrycowy
MCT-A;

8. Wbudowany Laser He-Ne do kontroli ruchu
interferometru;

9.  24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy,;

10. Zewnetrzny wskaznik poziomu wilgotnosci i
port do wymiany wkiadow osuszajacych;

11. Optyka dichroiczna do réwnoczesnej
obserwacji i pomiaréw, zaréwno w trybie
transmisyjnym jak odbiciowym;

12, W pelni zautomatyzowana, kontrolowana
komputerowo apertura z regulacjg rozmiarow X,
Y i kata obrotu umozliwiajgca jednoczesng
obserwacje obszaru aperturowanego i peinego
pola;

13. Automatyczne przetgczanie trybu
transmisyjnego i odbiciowego;

14, komputerowo sterowane z ogniskowanie na
prébbce obrazu wideo i maksymalizowanie
sygnalu IR;

15. Automatyczna kontrola kontaktu w trybie
ATR z cyfrowym odczytem nacisku;

16. 3 niezalezne systemy o$wietlenia diodami
LED, sterowane komp; o$wietlenie transmisyjne,
odbiciowe i apertury;

17. przesuwne oslony obiektywu i kondensera
zapewniajgce izolacje od otoczenia strefy
pomiaru probki;

18. Podtaczenia do przedmuchu osuszonym
gazem wraz z regulatorami ci$nienia i przeptywu;

19. Zintegrowana kolorowa kamera wideo o
rozdzielczosci co najmniej 1024 x 768 pikseli z
komunikacjg USB;

20. Automatyczny  stolik  mikroskopu z
zakresem przesuwu co najmniej 5 cm x 12 cm z
fatwym  zakiadaniem/ demontazem  przez
uzytkownika;

21. Krysztat ATR “slide-on" (wsuwany w
obiektyw), germanowy, o ksztaicie stozkowym, o
wydajnosci energetycznej nie gorszej niz 50%
sygnatu odbiciowego dla ziota;

22. Mozliwos¢  podigczenia  zewnetrznego
modufu FTIR zapewniajagcego wykonywanie
standardowych pomiaréw IR;

23. Specjalistyczne oprogramowanie
umozliwiajgce:
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— pomiar widm i podglad pomiaru w czasie
rzeczywistym,

- automatyczng korekcje atmosferyczna,

— przeszukiwanie bibliotek widm w trakcie
podgladu,

— wysSwietlanie obrazu cyfrowego z réznymi
ustawieniami kamery wideo dopasowanymi do
réznych prébek,

- przechwytywanie obrazu wideo, pomiar
wielkosci obiektéw,

- niezalezng kontrole o$wietlenia w odbiciu,
transmisji i dla apertury,

— system ogniskowania automatycznego i
recznego,

— autoogniskowanie kondensera i przesuwanie
do pozycji spoczynkowej,

— automatyczna kontrola rozmiaréw x-y apertury i
jej kata obrotu,

— funkcje mapowania i kontroli obrazowania
spektrainego,

— praca z wirtualnym joystickiem,

— automatyczne ustawianie kontaktu ATR i jego
zwalniania z definiowanym poziomem wartosci
progowej nacisku,

— automatyczne wybieranie pozycji tla i jego
pomiar w trybie odbiciowym,

— tworzenie i analiza map spektralnych, w tym:
map liniowych, map obszaréw, zestawow
punktéow  dyskretnych  wskazanych przez
uzytkownika,

— automatyczne tworzenie map mozaikowych
(sklejanych) z obszaréw wiekszych niz pole
obserwagcji,

— interaktywng kontrole przesuwu stolika (m.in.
przesunigcie stolika do punktu wskazanego
mysza),

- tworzenie map spektrainych przekrojowych
(konturowych) i tréjwymiarowych,

- analizg chemometryczng map metodg PCA
(principle  component analysis) i MCR
(Multivariate Curve Resolution),

- tworzenie obrazéw chemicznych wediug
polozeri maksiméw, wysokosci/pola pasm czy
korelacji z widmami referencyjnymi,

— standardowe funkcje przetwarzania widm,

— przeszukiwanie bibliotek widm,

— menedzer bibliotek z mozliwoscig tworzenia
wiasnych bibliotek widm,

— import / eksport widm i bibliotek widm w
réznych formatach;

24. Zewnetrzny joystick:

25. Podstawowy zestaw do przygotowania
probek mikroskopowych;

26. Zestaw komputerowy o konfiguracji nie
gorszej niz: procesor architektury x86 64, z
dedykowanym radiatorem i wentylatorem,
wydajno$¢ procesora: minimum 6000 passmark,
8GB RAM, dwa dyski twarde: HDD 1TB SATA i
SSD 120GB, grafika 1GB, naped DVD+RW, 6 x
USB w tym przynajmniej 2 x USB 3.0, Windows 7
Professional (PL) 64 bit, monitor 21-23" LCD,
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klawiatura, mysz optyczna oraz drukarka;

Pozostale wymagania zamawiajacego

Oferta Wykonawcy (Tak lub deklaracja)

Urzadzenia winny by¢ przystosowane do pracy w
sieci elektrycznej 230V/50Hz i posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa CE;

Urzadzenia stanowigce przedmiot zamowienia
winny speiniac¢ wymagania Komisiji
Europejskiej dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony Srodowiska oraz procedur utylizacji;

Dostawa przedmiotu zaméwienia do siedziby
zamawiajgcego, po uzgodnieniu dokiadnego
terminu  z zamawiajacym (z 5 dniowym
wyprzedzeniem);

Instalacja urzadzenia, uruchomienie oraz
przeszkolenie personelu w siedzibie
zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji
urzadzenia;

Instrukcja obstugi w jezyku polskim lub w jezyku
angielskim (w wersji papierowej i elektronicznej);

Wykonawca zapewni gwarancje na okres nie
krétszy niz 12 miesiecy od daty podpisania przez
obie strony protokotu odbioru;

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny z czasem reakgji nie diuzszym niz
3 dni robocze;

Wykonawca zapewni dostepno$¢  czesci
zamiennych przez okres przyhajmniej 10 lat od
daty dostawy przedmiotu zaméwienia;

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez:
(prosze wpisa¢ w kolumnie obok)

Nazwa firmy, adres, tel/ffax oraz adres e-

Miejscowoséidata: ..........cccoeevieiiiniceiii.

Imiona i nazwiska oséb uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy os6b uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy




